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【諸言】 

BiFeO3 (BFO)は非常に大きな自発分極(~100 C/cm2)を持つことから、非鉛強誘電/圧電材料として期

待されている。しかしながら BFOの圧電応答は、現在広く使用されている Pb(Zr,Ti)O3 (PZT)を代表す

る鉛を含んだ圧電材料と比べて小さい。菱面体晶構造の BFO に正方晶構造の BiCoO3を固溶体させた

BiFe1-xCoxO3 (BFCO)には、PZTと同様のモルフォトロピック相境界(MPB)が存在し、その付近の組成で

単斜晶相が存在すること[1]、そしてその単斜晶相の分極方向が組成と温度変化により回転することも

確認されていることから[2]、圧電特性の向上が期待できる。 

近年、(001)面（以降、擬立方表記）の LaAlO3 (LAO)基板上に作製された BFO薄膜が、巨大な c/a比

(~1.26)を有する単斜晶構造となることが報告された[3]。この構造は MPB 組成における単斜晶 BFCO

と類似した構造を持つ。そこで本研究では、(001)面 LAO基板上に巨大な c/a比を有する BFCO薄膜を

作製し、その結晶構造および電気的特性を調べた。 

【実験方法】 

パルスレーザー堆積法を用いて(001)面 LAO基板に下部電極として La0.5Sr0.5CoO3 (LSCO)を 15 nm堆

積させ、その上に BFCO薄膜(x = 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30)を 50 nm堆積させた。結晶性の評価およ

び結晶構造解析に X線回折(XRD)を、ドメイン構造の解析に圧電応答顕微鏡(PFM)を用いた。 

【結果と考察】 

Fig. 1に面外 XRD回折パターンを示す。これより、すべての BFCO薄膜は c軸配向のエピタキシャ

ル成長していることがわかる。また、ピーク位置から見積もった面外格子定数の Co 置換量依存性を

Fig. 2に示す。この結果より x = 0.15以上で面外格子定数は大きく増大することがわかる。Fig. 3に x = 

0.10および x = 0.15のBFCO薄膜の 103近傍の逆格子マップ (RSM)測定の結果を示す。回折点は x = 0.10

以下では 3つに、x = 0.15以上では 2つに分裂していることが明らかとなった。このことは、単斜晶歪

みの方向が x = 0.15以上で[100]から[110]方向に変化したことを示している。当日は、PFMによるドメ

イン構造解析の結果、および電気的特性の測定結果を述べる予定である。 
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Fig. 1 X-ray diffraction patterns  

for BFCO thin films. 

Fig. 2 Co content dependence of  

c-lattice parameter of BFCO thin films. 

Fig. 3 RSMs around 103 reflections 

for (a) x = 0.10 and (b) x = 0.15 

BFCO thin films. 
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